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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード装置の作動方法であって、
　当該発光ダイオード装置は少なくとも１つの発光ダイオードユニット（１０）を有して
おり、
　制御ユニット（１４）は、各発光ダイオードユニットに対する電流強度値を駆動ユニッ
ト（１２）に伝送し、
　当該駆動ユニットは、当該伝送された電流強度値に依存して、前記発光ダイオードユニ
ット（１０）に、電流パルス（２８ａ，２８ｂ；３０ａ，３０ｂ；３２；３４ａ，３４ｂ
；３６ａ，３６ｂ）の時間系列で電流を供給し、当該電流パルス（２８ａ，２８ｂ；３０
ａ，３０ｂ；３２；３４ａ，３４ｂ；３６ａ，３６ｂ）の時間系列内には検査パルス（３
２）が含まれており、
　当該検査パルス（３２）に基づいて前記発光ダイオードユニットから放射された光を、
少なくとも１つの感光部材を有する測定ユニット（１６）によって測定し、
　当該測定ユニット（１６）は測定値を前記制御ユニット（１４）へ供給し、当該制御ユ
ニットは、電流強度値（Ｖ）を、少なくとも１つの測定値に依存して設定する
方法において、
　電流強度値（Ｖ）を設定するために、検査パルスの光を表している測定値のみを使用し
、
　前記各発光ダイオードユニット（１０）の温度および／または当該各発光ダイオードユ
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ニットで下降する電圧および／または前記駆動ユニット（１２）の温度を測定し、
　前記駆動ユニット（１２）は、当該測定された温度および／または電圧に基づいてメイ
ンファクタを定め、当該メインファクタは前記電流強度値と乗算され、前記検査パルス（
３２）以外の前記時間系列内の全ての電流パルスの電流強度を、このようにして得られた
積に基づいて定める、その際に、
　前記ファクタと前記電流強度値との積が、前記電流パルスの電流強度を定め、
　前記発光ダイオードユニット（１０）の動作温度および動作電圧が通常である場合には
前記メインファクタを１に設定し、
　前記発光ダイオードユニット（１０）の継続的な機能性を損傷させる動作温度または動
作電圧の場合には、前記メインファクタを１よりも小さく設定する、
ことを特徴とする、発光ダイオード装置の作動方法。
【請求項２】
　前記検査パルスの電流強度を直接的に前記電流強度値に基づいて定める、または、前記
測定された温度および／または電圧に基づいて定められるファクタであって、前記メイン
ファクタとは異なる別のファクタに基づいて定める、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　発光ダイオード装置を作動させる回路装置であって、
　当該発光ダイオード装置は、少なくとも１つの発光ダイオードユニット（１０）を有し
ており、
　制御ユニット（１４）は、各発光ダイオードユニットに対する電流強度値（Ｖ）を駆動
ユニット（１２）に伝送し、
　当該駆動ユニットは、当該伝送された電流強度値に依存して、前記発光ダイオードユニ
ット（１０）に、電流パルス（２８ａ，２８ｂ；３０ａ，３０ｂ；３２；３４ａ，３４ｂ
；３６ａ，３６ｂ）の時間系列で電流を供給し、当該電流パルス（２８ａ，２８ｂ；３０
ａ，３０ｂ；３２；３４ａ，３４ｂ；３６ａ，３６ｂ）の時間系列内には検査パルス（３
２）が含まれており、
　少なくとも１つの感光部材を有する測定ユニット（１６）は、当該検査パルス（３２）
に基づいて前記発光ダイオードユニットが放出した光を測定し、
　当該測定ユニット（１６）は測定値を前記制御ユニット（１４）へ供給し、当該制御ユ
ニットは、電流強度値（Ｖ）を、少なくとも１つの測定値に依存して設定する
回路装置において、
　前記制御ユニット（１４）は、前記電流強度値（Ｖ）を設定するために、検査パルスの
光を表す測定値のみを使用し、
　測定装置（１８）が少なくとも１つの発光ダイオードユニット（１０）の温度を測定す
るように構成されている、および／または測定装置（１８）が、発光ダイオードユニット
（１０）で下降する電圧を測定するように構成されている、および／または測定装置（１
８）が、前記駆動ユニット（１２）の温度を測定するように構成されており、
　前記駆動ユニット（１２）はメインファクタを定め、当該メインファクタは、各発光ダ
イオードユニット（１０）の温度および／または当該各発光ダイオードユニットで下降す
る電圧に依存しており、
　前記駆動ユニットは前記電流強度値を当該メインファクタと乗算し、当該積は、前記検
査パルス（３２）外の前記時間系列における全ての電流パルスの電流強度を定める、その
際に、
　前記ファクタと前記電流強度値との積が、前記電流パルスの電流強度を定め、前記発光
ダイオードユニット（１０）の動作温度および動作電圧が通常である場合には前記メイン
ファクタを１に設定し、前記発光ダイオードユニット（１０）の継続的な機能性を損傷さ
せる動作温度または動作電圧の場合には、前記メインファクタを１よりも小さく設定する
、
ことを特徴とする、発光ダイオード装置を作動させる回路装置。
【請求項４】



(3) JP 5836603 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

　前記駆動ユニット（１２）は、前記検査パルスの電流強度を直接的に前記電流強度値に
基づいて定める、または、前記測定された温度および／または電圧に依存しているファク
タであって、前記メインファクタとは異なる別のファクタに基づいて定める、請求項３記
載の回路装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード装置の作動方法に関し、当該発光ダイオード装置は少なくと
も１つの発光ダイオードユニットを有しており、制御ユニットは、各発光ダイオードユニ
ットに対する電流強度値を駆動ユニットに伝送し、当該駆動ユニットは、当該伝送された
電流強度値に依存して、前記発光ダイオードユニットに、電流パルスの時間系列で電流を
供給し、当該電流パルスの時間系列内には検査パルスが含まれており、当該検査パルスに
基づいて前記発光ダイオードユニットから放射された光を、少なくとも１つの感光部材を
有する測定ユニットによって測定し、当該測定ユニットは測定値を前記制御ユニットへ供
給し、当該制御ユニットは、電流強度値を、少なくとも１つの測定値に依存して設定する
。本発明はさらに、発光ダイオード装置を作動させる回路装置にも関し、当該発光ダイオ
ード装置は、少なくとも１つの発光ダイオードユニットを有しており、制御ユニットは、
各発光ダイオードユニットに対する電流強度値を駆動ユニットに伝送し、当該駆動ユニッ
トは、当該伝送された電流強度値に依存して、前記発光ダイオードユニットに、電流パル
スの時間系列で電流を供給し、当該電流パルスの時間系列内には検査パルスが含まれてお
り、少なくとも１つの感光部材を有する測定ユニットは、当該検査パルスに基づいて前記
発光ダイオードユニットが放出した光を測定し、当該測定ユニットは測定値を前記制御ユ
ニットへ供給し、当該制御ユニットは、電流強度値を、少なくとも１つの測定値に依存し
て設定する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード装置とは、少なくとも１つの発光ダイオードユニットを有する装置のこ
とである。典型的に、発光ダイオード装置は多数の発光ダイオードユニットを含んでいる
。このような発光ダイオード装置は例えば投影機器の一部であり、これによって投影画像
が形成される。各発光ダイオードユニットには、駆動ユニットを介して電流が供給される
。投影機器内では制御ユニットが、電流強度に対する値（電流強度値）を、各発光ダイオ
ードユニットに対して定める。この値は駆動ユニットに伝達され、駆動ユニットによって
実現される。この実現時には通常、時間的系列で複数の電流パルスが放出される。これら
の電流パルスの電流強度は、制御ユニットから伝達された電流強度値に相当する。制御ユ
ニットは投影機器内で例えば、いわゆる色位置を定めるというタスクを有している：発光
ダイオード装置が、異なる色を放射する多数の発光ダイオードを有している場合、全体と
して生じる色は、個々の発光ダイオードユニットに対する各電流強度値を介して定められ
る。色位置の決定は、放射光の強度の決定と同じように、通常は閉ループ制御の範囲内で
行われる：感光部材が適切な測定ユニット内に設けられており、この感光部材は、発光ダ
イオードユニットから放射された光を受光し、測定する。測定値は制御ユニットに供給さ
れ、制御ユニットは同じように電流強度値を修正する。すなわち電流強度値は、少なくと
も１つの測定値に依存して、駆動ユニットに設定される。
【０００３】
　ＷＯ０２／４７４３８Ａ２号から、発光ダイオードの温度を測定し、この測定値を制御
ユニットに供給することが公知である。制御ユニットは次に、放射強度をこの温度に依存
して定める。
【０００４】
　ＷＯ２００７／０４８７４７Ａ１号には、発光ダイオード用の駆動ユニットにおいて、
この駆動ユニットに供給された複数の数値が乗算されることが記載されている。ここでは
、駆動ユニットの出力信号は、このようにして計算された積に依存して定められる。これ
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は殊に、複数の個々の光源の輝度割り当てファクタを、相互に特定の比に設定するために
行われる。これは、放射光の強度が変化する場合に必要であり、ここでは殊に、割り当て
ファクタが可変である。
【０００５】
　文献ＤＥ１０２００５０６１２０４号には照明システムが開示されており、ここでは、
３つの有色ＬＥＤと１つの白色ＬＥＤが制御装置によって相互に依存しないで制御される
。
【０００６】
　文献ＤＥ１０２００４０６０８９０号にはＬＥＤを備えた自動車のヘッドライト部材が
開示されており、ここではＬＥＤが測定量に依存して制御される。
【０００７】
　文献ＤＥ１０２３９４４９号は複数のＬＥＤを備えたＬＥＤ照明器具を開示しており、
これらのＬＥＤの色散乱または輝度散乱は補償される。
【０００８】
　文献ＵＳ２００９／０２３１３５４号には、ＬＥＤ照明器具から放射された色を較正可
能に閉ループ制御することが開示されている。
【０００９】
　発光ダイオードの作動時には、発光ダイオードが過度に加熱されることが回避されるべ
きである。なぜなら、このような場合には、発光ダイオードが継続的に損傷されてしまう
恐れがあるからである。
【００１０】
　他方では、制御ユニットのタスクは、発光ダイオードによって放射される光の色位置と
強度を定めることである。発光ダイオードを監視することは、制御ユニットに割り当てら
れているタスクに属していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第０２／４７４３８Ａ２号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００７／０４８７４７Ａ１号パンフレット
【特許文献３】独国特許第１０２００５０６１２０４号明細書
【特許文献４】独国特許第１０２００４０６０８９０号明細書
【特許文献５】独国特許第１０２３９４４９号明細書
【特許文献６】米国特許第２００９／０２３１３５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、請求項１の上位概念に記載されている方法を、容易かつ簡単に、発光
ダイオードの確実な作動を実現することができるように改善することである。これに加え
て本願の課題の一部は、請求項３の上位概念に記載されている回路装置を適切に改善する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の課題は、請求項１の上位概念の構成を有している方法の場合には、電流強度値を
設定するために、検査パルスの光を表している測定値のみを使用し、各発光ダイオードユ
ニットの温度および／または各発光ダイオードユニットで下降する電圧および／または駆
動ユニットの温度を測定し、駆動ユニットは、測定された温度および／または電圧に基づ
いてメインファクタを定め、メインファクタは電流強度値と乗算され、検査パルス以外の
時間系列内の全ての電流パルスの電流強度を、このようにして得られた積に基づいて定め
、検査パルスの電流強度を直接的に電流強度値に基づいて定める、または、測定された温
度および／または電圧に基づいて定められており、かつ前記メインファクタとは異なる別
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のファクタに基づいて定める、ことによって解決される。同じように、上述の課題は、請
求項３の上位概念に記載されている回路装置の場合には、制御ユニットは、電流強度値を
設定するために、検査パルスの光を表す測定値のみを使用し、駆動ユニットはメインファ
クタを定め、当該メインファクタは、各発光ダイオードユニットの温度および／または当
該各発光ダイオードユニットで下降する電圧に依存しており、駆動ユニットは電流強度値
をメインファクタと乗算し、この積は、検査パルス外の時間系列における全ての電流パル
スの電流強度を定め、駆動ユニットは、検査パルスの電流強度を直接的に電流強度値に基
づいて定める、または、測定された温度および／または電圧に依存し、かつメインファク
タとは異なる別のファクタに基づいて定める、ことによって解決される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の方法が使用可能である投影機器の構成部分を概略的に示す図
【図２】図２Ａは、本発明の方法を実行する際に、通常の動作条件下で放出される電流パ
ルスを概略的に示す図であり、図２Ｂは、普通でない条件下で放出される同じタイプの電
流パルスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　従って本発明の方法は、各発光ダイオードユニットの温度および／または各発光ダイオ
ードユニットで下降する電圧および／または駆動ユニッ自体の電圧を測定することを含ん
でいる。駆動ユニットは（メイン）ファクタを、この測定された温度および／または測定
された電圧に基づいて定める。これと、制御ユニットから供給された電流強度値が乗算さ
れる。全ての電流パルスの電流強度が時間系列において、検査パルスを例外として、この
ようにして得られた積に基づいて定められる。これとは異なり検査パルスの電流強度は直
接的に電流強度値に基づいて定められる。択一的にこれを、メインファクタとは異なるフ
ァクタと乗算することもできる。
【００１６】
　検査パルスの電流強度の設定は殊に従来の方法で行われる。少なくとも１つの感光部材
を備えた測定ユニットによる測定は検査パルスに基づいて行われるので、制御ユニットに
よる閉ループ制御は従来のように行われる。（メイン）ファクタ自体が変わっても、制御
ユニットは違いに「気付かない」。なぜなら、このファクタは、測定ユニットの測定結果
につながらない、時間系列内の電流パルスにのみ影響するからである。（メインファクタ
）を導入することによって、駆動ユニットによって補正を行うことが可能になる。この補
正は殊に、発光ダイオードユニットの温度および／または発光ダイオードユニットで下降
する電圧が目標領域から逸脱している場合に行われる。
【００１７】
　本発明による方法の最も簡単な実現時には、制御ユニットからの電流強度値とファクタ
の積はまさに、電流パルスの電流強度である。ここでファクタは、発光ダイオードユニッ
トの動作温度および動作電圧が通常の場合には、１に設定される。すなわち、駆動ユニッ
トは動作条件が通常の場合にはまさに、ここで設定される電流強度値を実現する。これに
対して、発光ダイオードユニットの継続的な機能性を脅かす動作温度または動作電圧が存
在している場合、または駆動ユニットの機能を脅かす温度が存在している場合には、この
ファクタは１よりも小さくセットされる。換言すれば、発光ダイオードユニットに供給さ
れるないしは加えられる電流が低減される。これによって、発光手段のさらなる加熱ない
しは継続的な損傷が回避される。この場合には放射光の強度が低減してしまうが、これは
受け入れられる。しかし検査パルスは依然として、設定された電流強度値に相応するので
、制御ユニットによる閉ループ制御は修正的な作用を及ぼさない；本願のような措置がと
られなければ、低い強度が測定された場合に、制御ユニットは電流強度を再び高めてしま
うはずである。検査パルスが設定された電流強度値にも相当しない択一的な場合には、こ
のための別のファクタは、メインファクタである１と僅かに異なる。この場合には閉ルー
プ制御は影響を与えるが、いずれかの時に新たな均衡が生じる。
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【００１８】
　本発明の回路装置では駆動ユニットは次のように構成されている。すなわち、電流パル
スが時間系列で放出されるように構成されている。これらの電流パルスのうちの検査パル
スは常に、電流強度設定に相応する電流強度を有しているが、全ての他のパルスは、設定
された電流強度と測定量に依存するファクタとの積に依存する電流強度を有している。殊
に、回路装置の場合には有利には、少なくとも１つの発光ダイオードユニットの温度を測
定する測定装置、または発光ダイオードユニットで下降する電圧を測定する測定ユニット
も提供される。
【００１９】
　駆動ユニット内に測定値を供給することは次の利点を有している。すなわち、投影機器
の制御ユニットに測定値を供給する場合に必要になるであろう、面倒な配線が不要である
、という利点を有している。殊に温度センサを、発光ダイオードの領域内に容易に設け、
駆動回路と結合させることができる；同じように、電圧測定を容易に行うことができる。
むしろ温度測定部または電圧測定部を付加的な配線無しに、既存の駆動回路自体内に設け
ることができる。
【実施例】
【００２０】
　全体として参照番号１００で示され、図１に概略的に示されているビデオ投影機器は、
複数の発光ダイオードを有している。これらの発光ダイオードのうち象徴的に、１つの発
光ダイオード１０が示されている。この発光ダイオードには、駆動回路１２によって発光
ダイオード電流ＩＬＥＤが供給される。電流強度ＩＬＥＤは、制御ユニット１４が駆動部
１２外で設定して、駆動部１２に供給した設定値Ｖに依存して定められる。この設定値は
、個々の発光ダイオード１０の電流強度を次のように定める。すなわち、発光ダイオード
によって放射された光が予め定められた色位置を有するにように定める。すなわち色位置
は、電流強度ＩＬＥＤによって定められる。
【００２１】
　設定値Ｖは閉ループ制御の枠内で定められる。すなわち制御ユニット１４は、発光ダイ
オード１０によって放射される光が予め定められた色位置ないしは予め定められた強度を
有するように閉ループ制御する。設定値Ｖは、多数のパルスに対する指示を含むことがで
きる。光検出器１６は、発光ダイオード１０から放射された光を測定し、制御ユニット１
４に測定結果を供給する。光検出器１６による測定が可能であるように、駆動部は特別な
検査パルスを放出する。この検査パルスに基づいて放射された光のみが、閉ループ制御を
定める。
【００２２】
　ここではこの閉ループ制御によって、電流が高い電流強度で、発光ダイオード１０を介
して流れてしまうことがある。このような場合には発光ダイオード自体が加熱され、損傷
を被ることがある。同じように、発光ダイオード１０で下降する電圧または電圧の変化も
、発光ダイオードを故障させることがある。図１に記号によって示されているように、測
定装置１８によって、発光ダイオード１０の温度Ｔおよび電圧Ｕが測定される。この値は
、駆動部１２内の内部制御部２０に供給される。
【００２３】
　駆動部１２の内部制御部２０はここで、検査パルスとその他のパルスとを区別する。ブ
ロック２２によって表されているように、この内部制御部は、検査パルスに対して、常に
同じである電流強度値ＩＳＯＬＬを放出する。同じように、内部制御部はその他のパルス
に対してそれぞれ電流強度ＩＳＯＬＬを放出する。これはブロック２４によって表されて
いる。しかしこの値ＩＳＯＬＬはここでブロック２６に従って、ファクタと乗算される。
このファクタは、測定量ＴおよびＵに依存する。
【００２４】
　温度Ｔおよび電圧Ｕが、発光ダイオード１０の機能性が保証される通常の値である限り
は、駆動部１２によって出力される電流パルスは例えば、図２Ａに示されているようにな
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る。電流パルス２８ａは第１の電流強度を有しており、電流パルス３０ａは第２の電流強
度を有しており、検査パルス３２は別の電流強度を有しており、電流パルス３４ａは再び
別の電流強度を有しており、電流パルス３６ａはさらに別の電流強度を有している。
【００２５】
　ここで例えば発光ダイオード１０の温度が非常に高い場合には、発光ダイオードに、も
はやこれまでのように高い電流強度を加えるべきではない。これに相応して、電流パルス
２８ａの代わりに、電流パルス２８ｂが出力され、電流パルス３０ａの代わりに電流パル
ス３０ｂが出力される。これとは異なり、検査パルス３２は変わらない。電流パルス３４
ａおよび３６ａが変化して、電流パルス３４ｂおよび３６ｂになる。
【００２６】
　従って大部分の時間にわたって、電流強度が低減する。ここでは検査パルス３２が変わ
らないことは許されなければならない。
【００２７】
　図２Ａと比較して図２Ｂのように電流強度を下げることによって、発光ダイオード１０
が減光される。通常は、制御ユニット１４はこれに、設定値Ｖを高くすることで反応する
だろう。しかしこれはここでは避けられる。なぜなら検査パルス３２が変化しないからで
ある：このような検査パルス時に放出された光のみがその測定後に閉ループ制御を定める
ので、駆動部１２による電流強度の低減は、制御ユニット１４の動きに影響を与えない。
【００２８】
　本発明の装置は次のような利点を有している。すなわち、制御ユニット１４に自身の元
来のタスクが割り当てられたままで、すなわち色位置ないしは強度を閉ループ制御し、他
方で、過度に高い温度Ｔの場合またはＬＥＤのエラーを示す順電圧Ｕの場合に、駆動部１
２によって修正が行われる、という利点を有している。駆動部１２の領域内に、測定ユニ
ット１８の様式に従って、複雑でない方法で測定ユニットを設けることもできる。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　発光ダイオード、　１２　駆動ユニット、　１４　制御ユニット、　２８ａ，２
８ｂ；３０ａ，３０ｂ；３２；３４ａ，３４ｂ；３６ａ，３６ｂ　電流パルス、　１６　
測定ユニット、　２０　内部制御部
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